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AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisatio

partlmpent
e de Normalisation (1S80),

la CEIl ne peut pas étre tenue responsable
par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager I'€ Nite a s nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliqua Publications de la CEIl dans leurs publications

5) La CEl n’a prg de\umarquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité po s gqui & &8s sonformes a une de ses Publications.

6) Tous les utilisateur ght en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune respons@bilité { im tée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, erts rtlcullers et les membres de ses comités detudes et des Comités

8) L'attention est atlirée\sur ¥és références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées establigataire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée”sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61300-3-16 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
Fibres optiques.

Cette deuxiéme édition de la CElI 61300-3-16 annule et remplace la premiére édition publiée
en 1995. Elle constitue une révision technique.

Cette version bilingue, publiée en 2004-01, correspond a la version anglaise.
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FOREWORD

this end and in addltlon to other activities,
Technical Reports, Publicly Available Specifications

2) The formal decisions or agreements of IEC op technical(mattecs

3) IEC Publications have the form of recommensations

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end

icati i | onsileNfor the way in which they are used or for any
4) In order to promote inter ationa i E%@n ommittees undertake to apply IEC Publications

transparently to the m e\in their mational and regional publications. Any divergence
between any IEC Publicati atioptal or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides ng § approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declare i i i IEC Publication.

6) All users should en ethe [atest edition of this publication.

7) No liability shall a@ttac its_directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of i al co i d’IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other dame ofa 8 whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses akising owf\of the publi€ation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

8) Attentiony N Pmative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensabte_for the sorreet application of this publication.

he possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
20l not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

9) Attention is drawn\t
patent rights. IEC sh

International Standard IEC 61300-3-16 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This second edition of IEC 61300-3-16 cancels and replaces the first edition published in
1995. It constitutes a technical revision.

This bilingual version, published in 2004-01, corresponds to the English version.
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Le texte anglais de cette norme est basé sur les documents 86B/1746/FDIS et 86B/1772/RVD.

Le rapport de vote 86B/1772/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 61300 comprend les parties suivantes, regroupées sous le titre général Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales d'essais
et de mesures

— Partie 1: Généralités et lignes directrices

— Partie 2: Essais

— Partie 3: Examens et mesures

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne avant 2007.

A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86B/1746/FDIS 86B/1772/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61300 consists of the following parts, under the general title Fibre op
devices and passive components — Basic test and measurement proced

[nterconnecting

— Part 1: General and guidance
— Part 2: Tests

— Part 3: Examinations and measurements

The committee has decided that the contents of thi
until 2007. At this date, the publication will be

mMmain unchanged

* reconfirmed,;
* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

<
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
. ET COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-16: Examens et mesures —
Rayon de la face terminale des ferrules polies sphériquement

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEIl 61300 décrit une procédure pour mesupé
terminale d’une ferrule polie sphériqguement et d'une ferrule a
angulaire polie sphériquement.

le rayon de la face

2 Reéférences normatives

amendements).

Aucune.

3 Description génér

Le rayon R de la face ferminaleNde la fe defini comme le rayon de la courbure de la
portion de la face terminale~qii_est\bombéepourte contact physique. On suppose que la face
terminale est sp@u bien gWen pratigue Ia face terminale est souvent asphérique (voir la
Figure 1).

L/

IEC 2657/02

Figure 1 — Rayon de courbure de la face terminale

Trois méthodes sont décrites dans la présente norme pour la mesure du rayon de courbure:

a) méthode 1: analyser la face terminale avec un analyseur de surface bidimensionnel,;

b) méthode 2: analyser la face terminale avec un analyseur de surface bidimensionnel de
type interférométrie;

c) méthode 3: analyser la face terminale avec un analyseur de surface tridimensionnel de
type interférométrie .

(La méthode 3 est une méthode de référence.)
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-16: Examinations and measurements —
Endface radius of spherically polished ferrules

1 Scope

This part of IEC 61300 describes a procedure to measure the endface fad aspherically
polished ferrule and angled ferrule or an angled spherically polished fe

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable 8 G
For dated references, only the edition cited applies. 2 ces, the latest edition
of the referenced document (including any amendme

None.

3 General description

urvature of the portion of the endface
hat the endface is spherical, although in

The ferrule endface radius R is defined
which is domed for physical cqntact.
practice the endface ispoften\aspherical

S R
>

IEC 2657/02

Figure 1 — Radius of curvature of the endface

Three methods are described in this standard for measuring the radius of curvature:

a) method 1: analyzing the endface with a two-dimensional surface analyzer;

b) method 2: analyzing the endface with a two-dimensional interferometry type surface
analyzer;

c) method 3: analyzing the endface with a three dimensional interferometry type surface
analyzer.

(Method 3 is a reference method.)
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